
反射率測定装置反射率測定装置
MSP-���B/IR/UV

微小領域 × 高感度 × 簡単測定
□  微小スポット測定（φ��μm）
□  背面光の影響なし（前処理不要）
□  可視～UV～IR 対応
□  レンズ・平面どちらも測定可能
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詳細仕様はこちら
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高性能とコストバランスを両立した
反射率測定ソリューション

高感度 CCD・InGaAs センサーで高 S/N 測定を実現

電源：
寸法：
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測定波長 性能 装置仕様

B：
IR：

UV：

再現性：
分解能：

測定時間： ��kg

W���×H���
　×D���mm

重量：


